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Abstract (en)
[origin: US2019075403A1] A method for detecting a defect in a hearing instrument that has at least one first input transducer and at least one output
transducer. A first transfer function of a first acoustic system, which includes the output transducer and the first input transducer, is determined, and
at least a first reference function for the first transfer function is determined. The first transfer function is compared with the first reference function
and a defect in the hearing instrument is detected based on the comparison. A hearing instrument with an input transducer and an output transducer
is set up to carry out the method.

Abstract (de)
Die Erfindung nennt ein Verfahren zum Erkennen eines Defektes in einem Hörinstrument (1), welches wenigstens einen ersten Eingangswandler
(4) und wenigstens einen Ausgangswandler (8) aufweist, wobei eine erste Transferfunktion (T1) eines ersten akustischen Systems (26), welches
den Ausgangswandler (8) und den ersten Eingangswandler (4) umfasst, ermittelt wird, wobei wenigstens eine erste Referenzfunktion (R1) für die
erste Transferfunktion (T1) bestimmt wird, wobei die erste Transferfunktion (T1) mit der ersten Referenzfunktion (R1) verglichen wird, und wobei
anhand des Vergleichs ein Defekt im Hörinstrument (1) erkannt wird. Die Erfindung nennt zudem ein Hörinstrument (1) mit wenigstens einem ersten
Eingangswandler (4) und einem Ausgangswandler (8), welches zur Durchführung des Verfahrens eingerichtet ist.
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